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동 압 검사 치   개시 다. 그러  동 압 검사 치는 스; 상  스상에 X   Y  

 동가능 게 치 는 ; 상   상 에 비 ,  안착 고, 상   동시

같  동  검사 치  상   시  에  연  검사가 가능  스 지 ; 상

스상에 고  치 , 상  에 여  상  과  거리  측 여 카 라  

동  고, 상   연결 에  상 보  얻는 검사 ; 그리고 상  , 스 지 , 검

사  어 , 상  검사  수  신 에 여 상  카 라  승 강  어 고, 상  카 라에 

여  상 보  여 상  연결  량여  단 는 어  포 다.

  도 - 도1
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특허청  

청  1 

스;

상  스상에 비 ,  안착 고, X   Y   동가능 고, θ  가능

 상   검사 치  시  에  연  검사가 가능  ;

상  스상에 고  치 , 상  에 여  상  과  거리  측 여 카 라

 동  고, 상   연결 에  상 보  얻는 검사 ; 그리고

상  ,  검사  어 ,  상  검사  수  신 에  여  상  카 라  승 강

어 고, 상  카 라에 여  상 보  여 상  연결  량여  단 는 어  포

는 동 압  검사 치.

청  2 

 1 에 어 ,

상  는 상  스상에 비 어 X  동가능  X  재 , 상  X  재  상 에 

동가능 게 비 어 Y  동가능  Y  재 , 상  Y  재  상 에 비 어 θ  

가능 , 상 에 상   안착 는 스 지  포 , 

상  X   Y  재는 각각   LM 가 드 , 상    LM 가 드 사 에 치 는 볼스크 ,

상  볼 스크 에 결 는 블 과, 상  볼스크 에 연결 는 리니어  포 는 동 압 검사 치.

청  3 

 2 에 어 ,

상  스 지 는 상  Y  재  상 에 비 어 θ   생시키는 , 상  

 상 에 비 , 그 상 에는 상   치 는 스 지 지그  포 는 동 압 검사 치.

청  4 

 1 에 어 ,

상  검사 는 상  스  타측에 치 , 상   검사 역  여 상  얻는 라  스캔 식

카 라 , 상  스캔 카 라  간  거리  감지 여 상  어 에 신  달 는 변 , 상  

어  신  수 아 상  카 라  상  동시키는 동  포 는 동 압 검사 치.

청  5 

 4 에 어 ,

상  카 라는 경통과, 상  경통  상 에 비 는 , 상  경통  측에 비 어 빛  사 는 

, 상  경통  에 비 어, 상    경통  통 여 사  빛에 여 상   수 는

, 상  경통  측에 비 어 상  동 에 연결 는 트  포 는 동 압 검사 치.

청  6 

 5 에 어 ,

상  동 는 상  어  신 에 여 동 는 동 , 상  동 에 연결 어 가

능  볼 스크 , 상  볼 스크 에 결  상태에 , 상  경통  측에 연결 어 상  볼스크  시

승 강  가능  트 , 상  볼 스크  양측에 치 , 상  트에 연결 는 LM 가 드  포 는

동 압 검사 치.

청  7 
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 1 에 어 ,

상  검사  검사  통과   후공  는 언 ; 검사결과 량   

 업 여 시키는 량  거   포 는 동 압 검사 치.

청  8 

 1 에 어 ,

상  언 는 상  스상에 비  과, 상  상에 LM 식에 여 복 가능 게

치  슬라 , 상  슬라 에 비 어 상   업 는 업  포 는 동 압 검사 치.

청  9 

 X   Y   동시키고, θ   상   검사 치  시키고, 

시키는 단계;

검사 치에 도달   변 에 여 카 라  과  거리가 측 는 단계;

측  거리값  어 에 어 고  카 라  거리가 연산 고,  값에 여 동  동시

킴  카 라  치  승 강시키는 단계; 

상  카 라가   검사 역  라  스캔 식에 여 고, 얻어진 상 보  상  어 에 

는 검사단계; 그리고

상  어 는 상 보  여 상  검사 역  압 상태가 량여 지  단 는 단계  포 는 

동 압 검사 .

  

 상  

     술  야

본  라  식  동 압  검사 치  에  것 , 욱 상 게는 동식 스 지에 안[0001]

착  에 실  칩  에 씨(Flexible Printed Circuit;FPC)  연결  고 식 라  스캔 카 라에

여  도  수량, 강도, 포  여 량여  검사 는 라  식  동 압

검사 치  에  것 다. 

     경  술

 폰, 동식 단말 , 액 TV 등  에는 LCD ( ,  비 다. 러  [0002]

통상  FOG 식  COG 식에 여 상에 실   수 다.

, 상  FOG(Film On Glass) 본 식  통상   극에  도  ( , ACF)  착 고,[0003]

ACF 상에   에 씨가 치 고,  압  가 짐  에 씨   극  어 도

통 는 식 다.

, 상  ACF에는 도 가 ,  압  는 경우, 연막  짐  도  통 여[0004]

가 가  수 는 다. 

그리고, COG(Chip On Glass) 본 식  통상   극에  도   착 고, ACF상에 도[0005]

체칩  치 고,  압  가 짐  (Bump)   극  어 도통 는 식 다.

 같 , COG  FOG 공  통 여 에 에 씨  칩  연결 는 공 에 어 , ACF  착상태는[0006]

매우  다.

,  ACF 내에 는 도  짐 도는  량여  에 크게  끼치는 다. [0007]

라 , ACF가  극에 착  후, 압  검사 에 여 연결  물상태, 탑재 치, 압 상태(ACF 도[0008]

 압 개수, 압 강도, 압 , 압 포) 등  검사 는 것  수  공 다. 
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, 카 라에 여  연결 가 어 상 보가 얻어지고,  상 보가 어 각각  에[0009]

도  수, 강도, , 포가 연산  량여 가 단 는 식 다. 

그러나, 러  래  압  검사 식  CCD 카 라  여 연결  므 , 카 라  시야(F.O.V.)내[0010]

 만 검사가 가능 고, 체 연결  검사  여는 카 라  동시킴  검사 여야 므

검사에 는 시간  어지는 문  다.

또 , 카 라  동과 에  생  수 는 진동  여 고 질  상  얻  어 운 문  다.[0011]

그리고, 러  검사시간  단  여  만 검사 는 경우, 검사에  도  신뢰도가 [0012]

는 문  다.   

또 ,  검사가  료   량  단    처리 는  가  생략 어  편  문[0013]

다.

     내

        결 고 는 과

라 , 본  상  문  감안 여 안   것 , 본    연  동[0014]

는 과 에  고 식  고감도 라  스캔 카 라(High Sensitivity Line Scan Cameras)에 여 연결 가 

, 연결   역에   가능 여 검사시간  단  수 고, 수 검사가 가능  동

압  검사 치   공 는  다.

본  다   검사가 료   량  단    게  수 는 동[0015]

압 검사 치   공 는  다.

본  또 다    X   Y   동시킬 수  뿐만 아니라, θ  도 [0016]

시킴   연결  보다 게 검사 치에 열  수 는 동 압 검사 치   공 는

 다.

        과  결수단

상   달  여, 본  스; 상  스상에 비 ,  안착 고, X   Y[0017]

 동가능 고, θ  가능  상   검사 치  시  에  연

 검사가 가능  ; 상  스상에 고  치 , 상  에 여  상  과

 거리  측 여 카 라   동  고, 상   연결 에  상 보  얻는 검사 ;

그리고 상  , 검사  어 , 상  검사  수  신 에 여 상  카 라  승 강

어 고, 상  카 라에 여  상 보  여 상  연결  량여  단 는 어  포

는 동 압  검사 치  공 다.

아울러, 본   X   Y   동시키고, θ   상   검사 치[0018]

 시키고, 시키는 단계; 검사 치에 도달   변 에 여 카 라  과  거리가

측 는 단계; 측  거리값  어 에 어 고  카 라  거리가 연산 고,  값에 여 

동  동시킴  카 라  치  승 강시키는 단계; 상  카 라가   검사 역  라

스캔 식에 여 고, 얻어진 상 보  상  어 에 는 검사단계; 그리고 상  어 는 상

보  여 상  검사 역  압 상태가 량여 지  단 는 단계  포 는 동 압 검사

공 다.

         과

본  람직  실시 에  동 압  검사 치    동식 스 지에 안착 어 고 식[0019]

라  스캔 카 라  상  통과 는 과 에   연결 가  시간  단  수 고, 단시

간에 수검사가 가능   다.

또 , 카 라가 고 식 므  진동   림  지 어  상  얻  수 는  다.[0020]

그리고,  X   Y   동시킬 수  뿐만 아니라, θ  도 시킴  [0021]

- 4 -

공개특허 10-2010-0012241



연결  보다 게 검사 치에 열  수 는  다.

또 , 량  거  비  검사결과 량  단    게 처리  수 는 [0022]

 다.

     실시   체  내

, 첨  도  참 여 본  실시 에  동 압  검사 치  가 상 게 다.[0023]

도 1  본  실시 에  라  스캔 식  동 압 검사 치   도시 는 사시도 고, 도 2는 도 1에[0024]

도시   검사  보여주는 측 도 , 도 3  도 2에 도시  라  스캔 카 라  보여주는 사시도

고, 도 4는 도 3  측 도 다.

도시   같 ,  본  안 는 동 압  검사 치는 스(1) ;  상  스(1)상에 치 어,[0025]

X , Y , θ  동가능 , (L)  검사 치  동시키는 (3) ; 상  (3)에 안착

 (L)과  거리  측 여 라  스캔 카 라(30)   동  고, 상  (L)  연결

(S)에  상 보  얻는 검사 (7)  포 다.

그리고, 상  동 압  검사 치는 검사  통과  (L)  후공  는 언 (9) ; 검사결과 [0026]

량   (L)  업 여  시키는  량   거 (11) ;  그리고  상  (3) ,

검사 (7) , 언 (9) , 량  거 (11)  어 는 어 (13)  가  포 다.

러   갖는 동 압  검사 치에 어 , 상  (3)는 스(1)상에 비 어 X  동가[0027]

능  X  재(15) , 상  X  재(15)  상 에 동가능 게 비 어 Y  동가능  Y  

재(17) , 상  Y  재  상 에 비 어 θ   가능  스 지 (5)  포 다.

상  X  재(15)는 통상   LM 식   갖는다. , X  재(15)는 스(1)상에 [0028]

치 는   LM 가 드(19) ,   LM 가 드(19) 사 에 치 는 볼스크 (21) , 상  볼 스크 (2

1)에 결 는 블 (23)과, 상  볼스크 (21)에 연결 는 리니어 (25)  루어지는  갖는다.

라 , 상  리니어 (25)가 동 는 경우, 상  볼 스크 (21)가  블 (23)  LM 가 드(1[0029]

9)  라 X   후진  게 다.

상  Y  재(17)도 X  재(15)  동   가지 , 다만, 동 만 Y   차[0030]

므  상   생략 다.

 같 ,  재  LM  가 드  식  는  경우,  (L)  과 에  들   수[0031]

고, 시간  단  수 다.

그리고, 상  스 지 (5)는 Y  재(17)  상 에 비 어 θ   생시키는 [0032]

(27) ,  상  (27)  상 에  비 ,  그  상 에는  (L)  치 는  스 지  지그(29)

포 다.

상  (27)는 람직 게는 DD  포 , θ    각도  지 여 역  가능[0033]

다. 라 , 상  (27)가 θ  는 경우, 상  스 지 지그(29)도  가능 다.

그리고, 상  스 지 지그(29)는 그 상 에 어도 나 상  (L)  치 다. 또 , 스 지 지그[0034]

(29)상에는 다수개  진공  다.

라 , 상  (L)  스 지 지그(29)상에 안착  상태에  진공  주 에  진공압에 여 스[0035]

지 지그(29)상에 안  고  수 다.

, 상  (L)  단 는 스 지 지그(29)  약 10mm~20mm 도 돌 도  안착 다.[0036]

라 , 상  스 지 지그(29)  에 치  검사 (7)가 (L)  검사 역(C)  스캔  수 다.[0037]

, 상  (L)  양측   측 에 연결 (S)가 비 , 상  스 지 지그(29)가 (27)에[0038]

여  상  연결 (S)들  검사 치에 택   수 다.

편, 상  검사 (7)는 스(1)  타측에 치 , 상  (L)  검사 역(C)  여 상  얻는 라[0039]

 스캔 카 라(30) , 상  라  스캔 카 라(30)  (L)간  거리  감지 여 상  어 (13)에 신
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달 는 변 (32) , 상  어 (13)  신  수 아 상  라  스캔 카 라(30)  상  동시

키는 동 (34)  포 다.

러   갖는 검사 에 어 , 상  라  스캔 카 라(30)는 경통(36)과, 상  경통(36)  상 에 비[0040]

는 (38) , 상  경통(36)  측에 비 어 빛  사 는 (40) , 상  경통(36)  에 비

어, 상  (38)  경통(36)  통 여 사  빛에 여 상   수 는 (42)  포 다.

상  (38)는 능(Pixel Resolution)  람직 게는 1㎛/Pixel 다. 그리고, 상  (40)는[0041]

LED 식  겐  택  사  수 다. 

또 , 상  (42)는 람직 게는 고감도 라  스캔 카 라(High Sensitivity Line Scan Cameras)  포[0042]

다.

러  (42)는 상  (38)  경통(36)  통 여 사  (L)  검사 역(C)  상   수[0043]

다.

그리고, 상  라  스캔 카 라(30)는 상  변 (32)에 여 감지 는 (L)과 (38) 사  거리에[0044]

비 여 승 강   동  수 다.

, 상  라  스캔 카 라(30)는 고 식 므  연결 (S) 시, 진동 등에 여 들리는 것  지[0045]

수 다.

상  변 (32)는 상  (38)  치에 치 어 상  (L)과 (38)사  거리  측 다.[0046]

상  변 (32)는 다양   변 가 포  수 다. , 식 변 ,  변  [0047]

(eddy current type D.S.) ,  변  (Ultrasonic D.S.) , 식 변 , 량  변

등 다양  변  포 다.

러  변 (32)는 상  (L)과 (38) 사  거리  측 고, 측  수치  상  어 (13)에 [0048]

달 다.

상  어 (13)는  수치에 여 (L)과 (38) 사  거리  연산 여 상  동 (34)에 신  [0049]

달 고, 상  라  스캔 카 라(30)  게 승 강 시킴   동   수 다.

그리고, 상  동 (34)는 동 (44) , 상  동 (44)에 연결 어 가능  볼 스크 (46) , 상[0050]

볼 스크 (46)에 결 어 승 강  가능  트(48) , 상  볼 스크 (46)  양측에 치 는 LM 가 드(50)

, 그리고, 상  LM 가 드(50)가 연결 는 트(52)  포 다.

라 , 상  동 (44)가 동  볼스크 (46)가 여 트(48)가 승 강 고, 트(48)가 승 강 [0051]

는 경우, 상  트(52)도 승 강  상  라  스캔 카 라(30)  승 강 시킬 수 다.

러  라  스캔 카 라(30)는 상  스 지 지그(29)가 Y   라 동 는 과 에 , 상  스 지[0052]

지그(29)에 안착  (L)  검사 역(C)  스캔 식에 여 연   상  얻  수 다.

그리고, 상  어 (13)는 PLC(Programmable Logic Controller)  컴퓨  포 다. 라 , 러  어[0053]

(13)는 라  스캔 카 라(30)  얻어진 상신   검사 역(C)  압 검사(ACF 도

압 개수, 압 강도, 압 , 압 포)  실시  수 , 물검사, 탑재 치검사 등  가  실시  수

도 다.

편, 상  언 (9)는 검사가 료   진공압에 여 업  후공  동시킬 수 다. [0054]

러  언 (9)는 스(1)상에 비  ( r)과, 상  (r)상에 LM 식에 여 복 가능 게[0055]

치  슬라 (54) , 상  슬라 (54)에 비 어 (L)  업 는 업 (P)  포 다.

상  업 (P)는 진공  어,  진공  주 에  진공압에 여 (L)  업 는  갖[0056]

는다.

라 , 상  슬라 (54)가 (r)  라 동  검사 (7)에 도달 여 검사가 료  (L)  [0057]

업 게 다.

업  (L)  슬라 (54)가 (r)  라 Y   동  후, 후 공 에 계 게 다.[0058]
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그리고, 상  량 거 (11)는 통상   컨 어  포 다. , 상  량 거 (11)는 컨[0059]

어 트(55)가 비 고,  컨 어 트(55)는 에 여 는  갖는다.

라 , 상  어 (13)가 량  단  (L)  상  언 (9)에 여 업  후, 상  업 (P)[0060]

가 상  컨 어 트(55)상에 도달 여 (L)  컨 어 트(55)  상 에 내 게 다. 러  과

통 여, 량  단  (L)  거  수 다.

, 첨  도  참 여, 본  람직  실시 에  라  스캔 카 라  여  동과[0061]

 욱 상 게 다.

도 1 내지 도 4에 도시   같 , 본 에  동 압  검사 치  여 (L)  검사 역(C)[0062]

검사 는 경우, 우 , (L)  스 지 지그(29)상에 안착시킨다. , 상  (L)  단 는 스 지

지그(29)  약 10mm~20mm 도 돌 도  안착 다.

그리고, 상  (3)  X   Y  재(15,17)  게 동시킴  스 지 지그(29)가  1[0063]

살  (a1)  라 동 여 검사 (7)에 도달 도  다.

, 상  (L)  측   양측 에는 연결 (S)가 비 는 , 검사 고  는 측  연결 (S)[0064]

검사 치에 열 여야 다. 

라 , 상  스 지(5)  (27)  동시킴  (L)  시  검사 고  는 연결 (S)[0065]

 검사 치에 열시킨다. 

상  스 지 지그(29)가 검사 (7)에 도달 , 상  (L)  측  상  라  스캔 카 라(30)  [0066]

(38) 상 에 치 다.

 상태에 , 상  변 (32)가 (L)과 (38) 사  거리  측 다. 그리고, 측  값  어[0067]

(13)에 달 , 어 (13)는  값에 여 (L)과 (38) 사  거리  식 고 연산 다.

그리고, 어 (13)는 연산  값에 여 동 (44)  동시키 , 상  동 (44)가 동  볼스크[0068]

(46)가 어 트(48)가 승 강 고, 트(48)가 승 강 는 경우, 상  트(52)도 승 강

상  라  스캔 카 라(30)  승 강 시킬 수 다.

 같 , 라  스캔 카 라(30)가 승 강   동   수 다.[0069]

라  스캔 카 라(30)   동  상태에 , 상  Y  재(17)가 동  상  스 지[0070]

지그(29)도  2 살  (a2)  라 동 다.

라 , 상  스 지 지그(29)에 안착  (L)도 동  (38)  상  Y   통과 게[0071]

다.

결과 , 상  검사 (7)는 (L)   검사 역(C)  스캔 식에 여 게 다.[0072]

상   같  (L)  스 지 지그(29)에 안착  상태  검사 (7)에 도달 , 스 지 지그(29)가[0073]

지 지 않고, 카 라(30)에 여 연결 (S)에   실시 다.

그리고,  상  어 (13)에 , 어 (13)는 내  연산 그램에 여  상  연산[0074]

게 다.

, 상  어 (13)는 상 보  그램  수치 여 압 개수, 압  식 고, 값과 비[0075]

 ACF 도  압 개수, 압 강도, 압 , 압 포 등   검사  수 다.

그리고, ACF 도  압 개수, 압 강도, 압 , 압 포  검사 는 경우에는, 칩 나 FPC   역[0076]

에 여 검사  실시  문에 체 검사 역(C)에 여 빠  시간에 검사 게 다.

, 검사  게  수 다. , 체 검사개  압 개수, 압 강도, 압 , 압 포  값[0077]

 택   수 다.

도  간단  

도 1  본  실시 에  라  스캔 식  동 압 검사 치   도시 는 사시도 다.[0078]
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도 2는 도 1에 도시   검사  보여주는 측 도 다.[0079]

도 3  도 2에 도시  라  스캔 카 라  보여주는 사시도 다.[0080]

도 4는 도 3에 도시  라  스캔 카 라  측 도 다.[0081]

도

    도 1
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    도 2

    도 3
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    도 4
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